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NORMA BRANZOWA BN-75
3375-28
ELEMENTY Diody sygnatowe Arkusz 00

Postanowienia ogéine

Grupa katalogowa XI1X 23

1. WSTEP

1.1, Przedmiot normy. Przedmiotem normy sg wymagania i badania do-
tyczgce diod sygnatowych przeznaczonych do pracy w elektronicznych
urzgdzeniach powszechnego uzytku i urzgdzeniach profesjonalnych.

1.2. Zakres tematyczny normy. Kolejno numerowane arkusze noray
{(od 01) zawierajgq szczegdtowe postanowienia dla okreglonych rodzin
diod sygnatowych, przeznaczonych do pracy w urzgdzeniach elektro-
nicznych powszechnego usytku i urzgdzeniach profesjonalnych.

1.3. Przedmiot arkusza normy. Przedmiotem niniejszego arkusza nor-
my s§ postanowienia ogdlne oraz wspélne wymagania i badania dla gru-
py diod sygnaXowych przeznaczonych do pracy w elektronicznych urzg-
dzeniach powszechnego uzytku i urzgdzeniach profesjonalnych. Arkusz
normy okresla badania kontrolne dla diod od zastosowar: powszechne-
go uzytku, powszechnego utytku o podwyzszone] jakosci 1 profesjonal-
nych.

1.4, Okreslenia - wg PN-72/T-01500 i PN-T74/T-01515.
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2. POSTANOWIENIA OGOINE

2.1. Parametry dopusgczalne. W arkuszu szczegblowym dla danego
typu diod powinny byé podane dopuszczalne wartodei nastepujacych
parametriw:

URH - gzczytowe napiecie wasteczne,

UR = napigcie wateczne,

IFH - gzezytowy prad prgewodzenia,

IF - prad przewodzenia,

ty = temperatura zlgcza,

t.tg - temperatura przechowywania,

tamp ~ temperatura otoczenia w czasie pracy.

Dane te stanowig graniczne wartoscl obciazeri, ktédrych nie mozna
preekroczyé w ekaploatacji diod.

2.2. Parametry charakterystyczne. W arkuszu szczegdtowym dla da=-
nego typu diody powinny by¢ podane przy okreslonej temperaturze o-
toczenia nastgpujgoe parametry charakterystyczne:

t&.- napiecie przewodzenia przy okreflone] wartoécilﬁ,

IR -~ prgd wateczny przy okresflonej wartosci napigcia stalegoUR,

7" - wartosé sprawnodei detekcji diody w okresowym uktadzie de-
tekoyinym przy okredlone] wartosci 1 czestotliwosci napie-
cla w. c2.,

C, - pojemnosdé przy okreslonej niskiej wartodei napigecia watecz~
nego i okresflonej czestotliwosci pomiarowe].

2.3+ Pozostate postanowienis - wg PN-T4/T=01515 zatgcznik 1.

3. WYMAGANTA I BADARIA

3.1. Wymagania. Diody objete niniejszg normg powinny speZniad wy-
magania podane dla poszozegdélnych typdéw diod w kolejno numerowanych
arkusgach oraz wymagania wg PN-T4/T-Q1515.

3.2, Rodzaje i warunki badad kontrolnych

2:2.1. Badania grupy A - wg tabl. 1.

1) Tylko dle niektérych typéw diod detekeyjnych w.cz.



Tablica 1

Poziom kontroli i AQL

Metoda P
Podgrupa badan badania powszechnego uzytku Warunki ?:;zgg:lgrzﬁszjta-
wg PN-T4/T-01515 wg PN-74/ profesjo- badania szczegstowyan
T-01515 podstawowa podwyzszona nalne
jakodc jakosé
1 2 3 4 5 6 7
Podgrupa Al 1, 2,5% I, 1,5% I; 2,5%
Sprawdzenie wymiardw sprawdzane paramet-
{g2éwnych) 4,3.3 - ry geometryczne
Sprawdzenie wykonania o=
budowy 4.3.4 - -
Sprawdzenie trwarogdci i
prawidtowodci cechowania
i znakowania 4,3.6 - -
Podgrupa A2 II; 1,0% II;.0,65%] 1IIj 0,65%
Sprawdzenie podstawowych warunki pomjiaru i
parametréw elektrycznych 4.3.7 - wartosci graniczne

Up

In - prad wsteczny

1" - sprawnogé

- napiecie przewodzenia

kontrolowanych
parametrow

Podgrupa A3

nie stosuje sie
Po a A

nie stosuje sie

1) Tylko dla niektérych diod detekcyjnych w.cz.

00/82-SLEC/SL-NE



Zeblica 2
Podgrupa badan Metoda badania Poziom kontroli Warunld Szczegéky do ustalenia w
wg PN-T74/T=01515 wg PN-74/T-~01515 iAQL badania arkuszu szczegoiowym
1 2 L 4 5

Po a B1 S=3; 4,0%

Sprawdzenie lutownogci wyprowa- temperatura kapieli, wa-

dzen 443.5 metoda kapieli Ta runki pomiaru i wartosci
graniczne kontrolowanych
parametrow

Podgrupa B2 nie stosuje sie

Po a B S=3; 4,0%

Sprawdzenie wytrzymeXosci na metoda dwdch wartogci temperatur T

nagte zmiany temperatury 4.,3.12 komér i Ty, warunki pomiaru i
wartosci graniczne kontro-
lowanych parametréw

Sprawdzenie wytrzymalosei na czas narazania warunki pomiaru i war-

wilgotne gorgco state 4,3.13 4 doby todci graniczmne kontrolo-
wanych parametrdw

Podgrupa B4 S=3; 4,0%

Sprawdzanie wytrzymakosci na wysokos¢ spadkue kierunek spadim, warunki

spadki swobodne 4.3.19 ~500 mm pomiaru i wartogci gra-

niczne kontrolowanych
parametréw

*1ogoye( [euozszimpod o ny3dzn oBeuyoazsmod

o%TA3 B1e afnsozs 2 *1qeq 3w g Adnag Bruepeg °g°'c*®
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Podgrupa badan Metoda badania Poziom komtroli Warunki Szozegéty do ustalenia w
wg PH-T4/T7-01515 wg PN-74/T7-01515 i AQL badania arkuszu szczegdXowym
1 2 3 4 5
Po a B S=3; 2,5%
Sprawdzenie wytrzymatogci na sposdéb mocowania korpusu
udary pojedyricze 4,3,16 15009 elementu oraz wyprowa-
dzeni, warunid pomiaru
i wartosci graniczne kon-
trolowanych parametrow
Rodgrupa P6 S-33 1,5% warunki obciazenia,
Sprawdzenie odpornosci na metoda badania, tempera-
narazenia elektryczne 4,3.25 100 h ture badania, sposéb

mocowania elementu, wa-
runki pomiaru i wartosci
graniczne kontrolowanych
parametrdw

00/82~GLEC/GL=-NT



Zebliga 3
Poziom kontroli i AQL
Metoda S a %
Podgrupa badazn badania powszechnego uzytku Warunid 1zz;ogﬁly k: e
wg PN-74/T-01515 | wg PR-74/ profesjo- badania - :s;z‘“' sian
T-01515 podstawowa podwyzszona nalne M i
Jjakosé jakodé
1 2 3 & 5 6 ¥
Podgrupa C1 S-3 4,0% S-4; 2,5% .
Sprawdzenie lutownosci nie stosuje temperatura kapieli
wyprowadzen 4,3.5 8ie metoda kgpieli warunki pomiaru i
wartosci graniczne
kontrolowanych pa-
. rametrdw
Dodgrupa C2 S~33 4,0% S-4; 2,5%
Sprawdzenie wytrzyma-
Yodoi mechaniczne]
wyprowadzen 4,3,24 - wartosé obcigienia
Podgrupa 3 S~3; 4,0% S--4; 2,5%
Sprawdzenie wytrzyma- 25g - dla died sposéb mocowania
200l na udary wielo- do zastosowai korpusu elementu,
krotne 4.3,17 powssechnego warunki pomiaru i
" usytiu, wartodci graniczne

40g - dla diod
do zastosowarn
profesjonalnych,
1000 udardw w
kazdym kierunku
probierczym

kontrolowanych pa-
rametréw

*KodTseTw g 00 ®s suszxeymod ¢ °*yqey; 3m )
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cd, tabl, 3

Poziom kontroli i AQL

1

Metoda "
Podgrupa badad badania powszechnego usytku Warunic i::x::szlgrdhzs‘;:ta
wg PN-74/7-01515 . | wg PN-T4/ profesjo- hadamie szczegowym
T-01515 podstawowa podwyzszona nalne
jakodé Jjakogé
1 2 3 é 5 6 7
Sprawdzenie wytrzyma- - sposéb mocowania
foéci na wibracje o elementu,
zmiennej czestotliwos~ warunki pomiaru i
ci (tylko dla diod do wartogci granicz-
zastosowar profesjo- 10+500 Hz, 20g ,| ne kontrolowanych
nalnych) 4,3,20 3h parametréw
Sprawdgenie wytrzyma- sposéb mocowania
todci na wibracje o elementu,
state] czestotliwosdci warunki pomiaru i
(tylko dla diod do za- wartosci graniczne
stosowaii powszechnego kontrolowanych pa-
uzytiou) 4,3,22 80 Hz, 10g, 3 h | rametréw
Sprawdzenie wyirzyma- wartosci tempera-
Zodcl na nage zmiany tur T, i T, warun-
temperatury (tylko dla
diod do zastosowar , metoda dwdch g éggmii'zzzr'
profesjonalnych) 4,3.,12 komér kontmgzlowm 5 e
rametrdw

‘Sprawdzenie wytrzyma- 4 doby-dla wy- warunki pomiaru i
2ogci na wilgotne go- robéw powszech- | wartodci graniczne
800 4,3.,13 nego uzytkn, kontrolowanych pa-

10 déb-dla wy=-
robdéw profesjo-

naluoych

rametréw

nie stosuje sie

00/82=GLEE /L=
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Poziom kontreli i AQL
Sninas Szczegdly do usta-
Podgrupa badai badania powszechnego uzytku Warunki lz;iesolyrh: o
wg PN-74/T-01515 wg PN-74/ profesjo- badania sezczi ‘fk: e
T=01515 podstawowa | podwyZszona | nalne goLowym
Jjakodé Jjakogé
1 2 3 4 5 6 7
Podgrupa C5 nie stosuje sieg S=3; 2,5%
Sprawdzenie wytrzyma- Iderunki probier-
Zodci na przyspiesze- cze, 8posdb moco-
nie stake 4,3.23 ' 20 000g wania korpusu ele-
; mentu oraz wypro-
wadzer, warunki
pomiara i wartodci
graniczne kontiro-
lowanych paramet-
row
Podgrupa C6 nie stosuje sig?)
0 C7a nie stosuje sie
Podgrugpa C7b nie stosuje sie S-4; 4,0%
Sprawdzenie wytrzyma- temperatura nara-
Iosei na suche gorgco 4,3.,10 1000 h ania, warunki po-
miaru i wartosci
graniczne kontro-
lowanych paramet-
ow

00/82-SLEE/SL-ME
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Poziom kontroli i AQL

Netoda Szczegdity do usta-
Podgrupa badar badania powszechnego uiytim Warunki leni S: p N
wg PN-T74/7-01515 wg PN-T4/ profesjo- badania ssosegsE
T~C1515 podstawowa podwyZszona nalne o
jakogé jakodé
1 2 3 4 5 6 7
Po a nie stosuje sie S-4; 4,0%
Sprawdzenie odpormosci temperatura nara-
na zimmo 4.3.9 - ¢ania, warunki
] pomiaru i wartos-
ci graniczne kon-
trolowanych para-
metrdw
-
DPodgrupa C8b nie stosuje sie 8«33 2,5%
Sprawdzenie odpormodci temperatura nara-
na suche gorsgco 4,3.11 - sania, warunki
pomiaru i wartog-
¢i graniczne kon-
trolowanych para-
metriw
Dodgrupa C9 S-43 2,5% S-4;3 2,5%
Sprawdzenie wymiardw sprawdzane para-
(gzmh) 4.3.3 - m‘try SeomtryCS"

ne

1) Badenie moze byé wykonywane na %adanie odbiorcy w uzgodnieniu z producentem, Informacje o wynikach badania
otrzymije zainteresowany odbiorca,

00/82-GLEC /SL=-NE



Tablica
Poziom kontroli i AQL
Hetada Szczegoty do usta-
Podgrupa badan badania powszechnegp uzytku Warunki leniagv: P
wg PN-T4/T-01515 wg PN-74/ profesjo- badania e
7-01515 podstawowa podwyZszona nalne czegotowym
jakosé Jakogdé
1 2 3 4 5 6 7
0 & D1 nie stosuje sig
Po D2 nie stosuje sie
Podgrupa D3") 5-4; 4,0% S-43 4,0%
Sprawdzenie wytrzyma- ‘
Yodci na rozpuszezal- rodzaj rozpusz- |
niki 4,3.,28 - czalnika
Podgrupa D4") S-4; 4,0% S-43 4,0%
Sprewdzenie palnosci 4,3.,29 - -
Po 2 D5a S-4; 2,5%
Sprawdzenie odpornosg-~ nie stosuje temperatura nara-
¢i na zimno 4,3.9 sie - tania, warunki po-
miaru i wartodci
graniczne kontro-
lowanych paramet-
ow
Rodgrupa D5b S-45 2,5%
Sprawdzenie odpornos- nie stosuje temperatura nara-
ci na suche goraco 443,11 gie - Zania, warunki po-
miam 1 wartodci
greniczne kontro-
lowanych paramet-
row

*g38] g 00 bs auezaxeimod p °*Tqey I § Adnag BrUSped *F et

cl
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Poziom kontroli i AQL

Metoda ; X
Podgrupa badan badania powszechnego uzytku Warunii ?_:f::s:l:rﬁ;:m
wg PN-74/7-01515 wg PN-T4/ profesjo- badania ezosegstowyn
T-01515 podstawowa podwyzszona nalne
Jjakosc jakodé
1 2 3 4 5 6 7
Podgrupa D6 8-4; 6,5% S-43 2,5%
Sprawdzenie odpornosci warunki obcigze-
na narazenia ele~- nia, metoda bada-
ktryczne 4,3.25 2500 h nia, temperatura
badania, sposdb
mocowania elemen=-
tu, warunki po-
miaru i wartosci
graniczne kontro-
%‘g;a.mych paramet-
Podgrupa D7a?) S=3; 6,5% S=33 4,0%
Sprawdzenie wytrzyma- wymagania doty-
tosci na plesn 4,3.26 - czgce uszkodzern
powierzchniowych
Podgrupa D7b?) S=3; 6,5% S=3; 4,0%
Sprawdzenie wytrzyma- 2 doby-dla diod
¥oséci na mgie solng 4,3.27 do zastosowarn DOW- -

szechnegoe uzytku
4 doby-dla diod

do zastosowarn
profesjonalnych

1) Badania stosuje sie dla diod w obudowach plastykowych

2) Badania stosuje sie¢ przy zaméwieniu diod w wykonaniu tropikalnmym lub dla klimatu morskiego

00/82-SLEC /GL~-NE
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3.2.5. Parameiry kontrolowane w badaniach grupy B, C i D =~ wg
tabl. 5 .

Zablica 5

Oznaczenie Nazwa parametru Podgrupa badan

prad wsteczny Bt, B3, B4, BS, B, C1, C3,

R C7b, C8hb, D5b, Db
; ; B1, B3, B4, B5, B6, C1, C3,
U', napiecie przewodzenia Cc5. c8a, DSa, D6

3. PozostaXe postanowienia w gzakresie oznaczenia, pobieranisa
prébek, oceny wynikdw badan, pakowania, przechowywania i transportu
- wg PN=T4/T=01515.

KONIEC

INFORMACJE DODATKOWE

1, Instytucja opracowujgca norme - Naukowo-FProdukcyjne Centrum Péiprzewodnikdw,

25 No zZwi G
PN-72/T-01500 Elementy pdiprzewodnikowe, Nazwy i okreglenia
PN-74/7-01515 Elementy pdiprzewodnikowe., Ogdlne wymagania i badania



